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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu’il refléte 1’état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central
de la CEIL

Les renseignements relatifs 3 ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:
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Terminologie

cerne la terminologie générale, le lecteur se
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raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, rpaders are referred
to publications:

IEC 27: Letter symbols to bd used in electrical

technology;

1EC 417: Graphical symbols |for use on equip-
ment. Index, survey and compilgtion of the single
sheets;

1IEC 617: Graphical symbols fpr diagrams,

and for medical electrical equipment,

la CEI 878: Symboles graphiques pour équipements
électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de
la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le méme
comité d’études

L’attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la
fin de cette publication, qui énumerent les publications de
la CEI préparées par le comité d’études qui a établi la
présente publication.

IEC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publi-
cation have either been taken from IEC 27, IEC 417,
IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically appro-
ved for the purpose of this publication.

‘; IEC publications prepared by the same

technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by
the technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONTROLE DE RECEPTION DES COMPTEURS STATIQUES D’ENERGIE

ACTIVE POUR COURANT ALTERNATIF ET A BRANCHEMENT DIRECT
(CLASSES 1 ET 2)

AVANT-PROPOS

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Lg
Eq

La CE! (Commission Electrotechnique Internationale) est une orgams oy mondiale de normalisation

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux {Comi CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes lesqu tion dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre\autres ctwn blie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d’ quels tout Comité
national intéressé par le sujet tralté peut participer. Les organisations in rnementales et

étroitement avec lOrgamsatlon Internationale de Normalisati 3 : itions fixées par
accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl conce S b gentent, dans la
mesure du possible, un accord international sugie je i donné que les Comités nationaux

Les documents produits se présefitent 5ous dations internationales;|ils sont publiés
comme normes, rapports techniques i els par les Comités natiofjaux.
Dans le but d'encourager l'unificatio les Comités nationaux de la CEl s'engagent

& appliquer de fagon transparente| dans—toute iam B, possible, les Normes internatiopales de la CEl
dans leurs normes pati gionale divérgence entre la norme de la GEl et la norme
nationale ou régionga spondante doitétre indiquée en termes clairs dans cette derniéfe.

La CEl n'a fi . sacernant le marquage comme indication d’apgrobation et sa
responsabilité n'est pas'e 2 patériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.
L'attention™est attirée sux le fait. que sertaips des éléments de la présente Norme interndtionale peuvent
faire I'o i i delle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait|étre tenue pour
responsable’d ifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé l¢ur existence.
358 a été établie par le comité d'études 18 de la CEl:

rme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

13/1093/FDIS 13/1110/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette norme.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

L’annexe B est donnée uniquement & titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ACCEPTANCE INSPECTION FOR DIRECT CONNECTED ALTERNATING
CURRENT STATIC WATT-HOUR METERS FOR ACTIVE ENERGY
(CLASSES 1 AND 2)

FOREWORD
AN
1) The 1EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organiz dal'dization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees ECis to
promoje international cooperation on all questions concerning standardizatign\ I and
electrgnic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publi i dards.
Their [preparation is entrusted to technical committees; any [EC sted in
the sWibject dealt with may participate in this preparatory work. Qg tal and

The IEC
nce with

gsible an

bd in the
s in that

national
ds. Any
b clearly
5) The IE 3 b for any
equipment declared to pe i
6) Attentipn is dra be the
subject of patent
Internati ittee 13:
Equipmg

The tex}

FDIS Report on voting

1371083/FDIS 1S/TTTIU/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table. :

Annex A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only.
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INTRODUCTION

Cette Norme internationale décrit, en détail, des méthodes pour les essais et contrbles de
réception de compteurs statiques d’énergie active, neufs et livrés par lots de 50 unités et
plus. La CEIl 514 a servi de document de référence et il convient d’utiliser I'annexe A de
cette norme pour les notes explicatives concernant les procédés d’échantillonnage.

Dans cette norme sont admises des limites d’erreur plus écartées que celles admises pour
les essais de type, spécifiées dans la publication appropriée parce que:

—~ les conditions d’essais de réception prévoient des tolérance;;kus larges que celles

admicas naour lac cecaic do tuna-
“““““““ | bk didddeakindichdil & o]

- le déplacement de I'axe des abscisses n’est pas applicakie au zéigje réception;
- la manutention des compteurs est prise en compte.

@%
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INTRODUCTION

This International Standard describes, in some detail, methods for acceptance inspection,
and testing of newly manufactured static watt-hour meters delivered in quantities of
50 and above. IEC 514 serves as a reference document and annex A of that standard
should be consulted for explanatory notes concerning sampling procedures.

In this standard, wider error limits than those for type tests specified in the relevant
publications have been allowed because:

— acceptance testing conditions have wider tolerances than those for type tests;

e effects of handling of meters are taken into account.

Q@
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CONTROLE DE RECEPTION DES COMPTEURS STATIQUES D’ENERGIE
ACTIVE POUR COURANT ALTERNATIF ET A BRANCHEMENT DIRECT
(CLASSES 1 ET 2)

1 Domaine d’application

Les méthodes et procédures indiquées dans cette Norme internationale sont applicables aux
compteurs statiques d’énergie active pour courant alternatif, neufs, des classes 1 et 2, 4 bran-
chement direct spécifiés dans la CEl 1036, fabriqués et livrés par lots de 50 unités et plus.

Elies définissent des régles d’acceptation par I'acheteur, soit par 6le & 100 %, soit
pdr un contréle par échantillonnage. ‘

2| Remarques d’ordre général

2. Deux modes de contréle de réception sont pro S

-~ contréle a 100 %;
-~ contréle par échantillonnage.

ous Ies@ pteurs d’un lot.

2.p
2. & _sur les principes de statistique mathé-
m{ our le fournisseur et pour lg client. |l est

to 1tefous générale

Dans cette noryn 3 2 ar échantjlionnage a été étudié de telle sprte que, en
pratique, il e deY ité des lots de compteurs avec une prédision voisine
dg celle ;@s 3 z

qualité soit

ou la non-

conformité

Il doit étre appliqué lorsque le caractére contrélé n’est pas mesurable.

Il doit également étre appliqué dans le cas ol un caractére étant mesurable, la distribution
de ses valeurs ne suit pas la loi normale (Laplace-Gauss).

Il pourrait étre utilisé, dans le cas d’une distribution sensiblement normale, & la place du
contréle par mesures.

L'avantage du contrdle par attributs est la simplicité de son application.
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ACCEPTANCE INSPECTION FOR DIRECT CONNECTED ALTERNATING
CURRENT STATIC WATT-HOUR METERS FOR ACTIVE ENERGY
(CLASSES 1 AND 2)

1 Scope

The methods and procedures included in this International Standard apply to newly manu-
factured direct connected alternating current static watt-hour meters of classes 1 and 2,
covered by IEC 1036, which are produced and delivered in quantities of 50 and above.

% inspection or sampling inspection for acceptance b

They provide for 100 er.

2 General remarks

2.1 Twg methods of acceptance inspection are proposed, 1

— 100 % inspection, and
— sampling inspection.

2.2 Theg 100 % inspection consists of testi

2.3 Theg sampling inspection is basedupon {k i ts and
as a cornsequence certain specified rj both by the manufacturer and
the purchaser. However, gampling-i is more economical than 100 %
inspectign.

uality
00 %

In this standard, sam
of the meter b S
inspection.

2.4 Twq

These W ly the

same for

2.5 |Inspection by attributes gives results indicating conformity or non-conformity.
It shall be applied when the characteristics under inspection cannot be measured.

It shall also be applied when a characteristic can be measured but the values are not of
normal distribution (Laplace-Gauss).

It may be applied, when the distribution is approximately normal, in place of inspection by
variables.

The advantage of inspection by attributes is its simplicity of application.
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2.6 Le contréle par mesures donne des informations supplémentaires, mais il ne peut
étre utilisé que lorsque le caractére controlé est mesurable et lorsque la distribution de
ses valeurs est sensiblement normale. Dans ce cas, cette méthode de contrdle est la
méthode recommandée.

L'avantage de cette méthode est qu’elle permet de prendre un effectif d’échantilion plus
faible que pour le contréle par attributs pour un méme risque de décision. Cependant il
nécessite plus de calculs.

Les résultats sont représentés par:

moyenne de I'échantilion en tant qu’estimation de la moyenne du lot;

écart type

x dans le lot.

moyens de
plémentaires,

béchantillon.

S| X
I

= étendue moyenne

NOTE - L'étendue moyenne est plus facile a calculer que I'écart type{ Cependant, orsgue

2.1 . I est recom-
mg exemple:

3

Le 3 suite de la
réf ituent des dispositions valables pour la présente Norme

int de’ la publication, les éditions indiquées étaient|en vigueur.
To st sujet a révision et les parties prenantes aux acdords fondés
su ternationale sont invitées a rechercher la possibilit§ d’appliquer
le$ i lus'xécentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de

Plans et regles d'échantillonnage pour les contréles par attribufs

CEI 514: 1975, Contréle de réception des compteurs a courant alternatif de la classe 2
CE! 1036: 1990, Compteurs statiques d’énergie active pour courant alternatif (classes 1 et 2)

ISO 3534-1: 1993, Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 1: Probabilité et termes
statistiques généraux

ISO 3534-2: 1993, Statistique - Vocabulaire et symboles — Partie 2: Maitrise statistique
de la qualité

*

Les chiffres entre crochets renvoient & la bibliographie donnée a Pannexe B.
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2.6 Inspection by variables gives additional information but it is applicable only when the
values of a characteristic are measurable and when those values are approximately
normally distributed. In these circumstances, inspection by variables is the recommended

method.

The advantage of inspection by variables is a smaller sample size than by attributes for
the same risk of decision. However, it requires more calculation.

The test

x
s

results are represented by:

sample mean as an estimation of the batch mean;

3|

NOTE |- The average range is easier to calculate than the standard deviafi
calculdting means are available for making a decision and for preparing additi

2.7 Inspection by variables is based on normally distrib
test whether the sample is normally distributed, using’e.g. :

— The "w/s" test of David, Hartley and Pearson.
For details of the test procedures g

- T
Ford
- TH

3 Nom

The follg
text, cor
editions

For tllis test only the figures w(x

ax
e Wilk-Shapiro test.

ternational Standard are encouraged to investiga

= standard deviation 1 as an estimation of the dispersion of the characteristics x in
= [average range | the batch.

?Ztable
use of

ize.

ded to

in this

n, the

ofmative documents are subject to revision, and parties

te the
icated

IECVand I1SO maintain registers of currently valid International

IEC 514: 1975, Acceptance inspection of Class 2 alternating-current watthour meters

IEC 1036: 1990, Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 1

and 2)

1SO 3534-1: 1993, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general
‘statistical terms

ISO 3534-2: 1993, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Statistical quality control

* Figures in square brackets refer to the bibliography given in annex B.


https://iecnorm.com/api/?name=083871c6259e0a880e3015f57d8b06de

-14 - 1358 © CEI:1996

4 Définitions
Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

Pour les définitions concernant les compteurs, on se référe a la CEIl 1036. La plupart des
définitions concernant les techniques d’échantillonnage sont généralement en accord avec
[3], et avec I'ISO 3534-1 et I'ISO 3534-2.

4.1 lot: Quantité définie de compteurs du méme type, des mémes calibres en tension et
en courant et de méme élément indicateur, livrés par un méme fournisseur et fabriqués ou
produits dans des conditions présumées uniformes.

4 2 otfectit U Iot: Nombre N de compiedrs du fot. [1S0]

4.3 échantillon: Plusieurs compteurs prélevés au hasard da

4.4 effectif de I'échantillon: Nombre n de compteurs de i NISO]

—

4.5 contrdle a 100 %: Contréle que I'on effectue s ptedrs du Igt.

4.6 contréle par échantillonnage: Contrdie [ imité de compteyrs prélevés
au ‘ iné. [ISO, moditié]

4.7 éléve un ou plusieurs échantillons en
vue€ d’'une décision & prendre. [ISO| modifié]

4.8 ractéri < : Pyopriété (par exemple: rigidité diélectrique, .
démarrage, précisio g€) d’un compteur contribuant a |a qualité et
servant a distingue § ot donné. La différenciation entre les compteurs
pedt étre soitqua res), soit qualitative (par attributs).

ile caractér gnéee par X;.

$0, modifié]

. cotrk acié—Geo i R—plan—déehan e donné,
probablhté d accepter un Iot en fonctlon de sa quallté réetle pour un caractére détermmé
[ISO, modifié]

4.12 contréle par attributs: Contréle dans lequel certains caractéres des compteurs de
I'’échantillon sont évalués, classés comme conformes ou non conformes aux prescriptions
et le nombre de compteurs défectueux est compté et utilisé comme base pour le jugement
concernant le lot (OECQ).
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4 Definitions
For the purpose of this International Standard, the following definitions apply.

For definitions concerning meters, reference is made to IEC 1036. The majority of the defi-
nitions of sampling techniques are generally in accordance with [3] and with ISO 3534-1
and ISO 3534-2.

4.1 batch: Definite quantity of meters of the same type, of the same voltage and current
rating and the same register, delivered by one supplier, manufactured or produced under
conditions which are presumed uniform.

AN

4.2 balch size: Number N of meters in a batch. [ISO]
4.3 sample: Meters taken at random for inspection from a batch.
4.4 sample size: Number n of meters in the sample. [ISO

4.5 100 % inspection: Inspection of every meterin a

4.6 sampling inspection: Inspection of a limite andom
from the|batch, according to a prescribec «

4.7 sampling plan: Plan according obtain

information and possibly to reach a d

accuracy at one test paint) S s ' helps

to differIntiate betwee either
quantitative (by 8

If it is measurabl

4.9 de [1SO]
modified

4.10 defective:meter

4.11 op n, the

probability of aceptance of a batch as a function of its actual quality for a given charac-
teristic. [ISO, modified]

4.12 inspection by attributes: Inspection whereby certain characteristics of the sample
meters are evaluated, classified as conforming or not conforming to the requirements, the
number of defective meters counted and used as the basis for judgement of the batch
(EOQC).
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4.13 critére d’acceptation: Nombre maximal admissible de défauts dans I'échantillon
dans un contréle par attributs.

4.14 contréle par mesures: Contréle dans lequel certains caractéres de compteurs de
'échantillon (par exemple I'erreur du compteur pour un certain courant) sont mesurés par
rapport & une échelle continue (par exemple en pourcentage) et dans lequel leur valeur
moyenne, leur écart type ou leur étendue moyenne sont calculés et utilisés pour servir de
base au jugement du lot.

4.15 moyenne de I’échantillon X: Moyenne arithmétique X des valeurs x, d'un caractere
(par exemple erreur d’'un compteur pour un certain courant) pour les compteurs de
I’échantillon:

n AN
2 X
X = i=1
n
4.16 étendue w;: Différence entre la plus grande et la { ) deswaleurs d’'un carac-

téfe déterminé pour les compteurs d’'un sous-groupe:

ur le souségroupe j-

(]

p

NOTE - Dans la présente norme, Re '\ -groupe j est égal 4 § et il y a r soup-groupes dans
Péchantillon.

4.1 2 ithmétigue des r valeurs de I'étendue w; des r
S0

4.1

1 n
i=1

4.19 trapéze d’acceptation: Graphique comportant des limites de contréle sur lequel
sont portées deux valeurs statistiques correspondantes (moyenne X et étendue moyenne
w de I’échantillon ou moyenne X et écart type s de I'échantillon) pour chaque échantilion.

4.20 niveau de qualité acceptable (NQA): Pour un caractére donné, le pourcentage
maximal de compteurs défectueux dans un lot qui, pour le contréle par échantillonnage,
peut étre considéré comme satisfaisant (OECQ).
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4.13 acceptance number: Maximum permitted number of defects in a sample for in-
spection by attributes.

4.14 inspection by variables: Inspection whereby certain characteristics of the sample
meters (e.g. a meter error for a particular current) are measured with respect to a
continuous scale (e.g. in per cent), and their mean value, the standard deviation or the
average range calculated and used as the basis for judgement of the batch.

4.15 sample mean X: Arithmetic mean of values x, for a characteristic (e.g. a meter error
for a particular current) in the sample:

Mas

XI- TN

=1

X =

n

>given

4.16 rI

charactgristic in a subgroup:

for subgroup j.

NOTE| ~ For the purpose of this standayd, the size ups in a
sample.
417 a s in a

sample:

NOTE |- This is ap@

418 sf

1 I 2
i=1

NOTE

4.19 acceptance trapezium: Graph, with control limits, on which are plotted two
corresponding statistical values (i.e. sample mean X and either standard deviation s or
average range w), for each sample.

4.20 acceptable'quality level (AQL): For given characteristic, maximum percentage
of defective meters in a batch that, for the purpose of sampling inspection, can be
considered satisfactory (EOQC).
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5 Conditions d’acceptation pour les lots
Un lot est considéré comme satisfaisant aux prescriptions de cette norme et doit donc étre

accepté si, pour chaque caractére contrélé, la proportion de compteurs défectueux ne
dépasse pas les valeurs spécifiées indiquées ci-dessous.

5.1 Contréle a 100 %
Les essais doivent étre effectués conformément a 'article 8.

Le nombre de compteurs n’ayant pas satisfait a I'essai ne doit pas excéder le critére
d’acceptation donné au tableau 6.

5.2 Contréle par échantillonnage

Dans le cas du contréle par échantillonnage, les conditions gientienn i ‘;Sc.us doivent
ét ~ u lot, si:

ctueux dans
8;

g graphique-
sai, exprimé

Le

-  soi pour faire le

réglage



https://iecnorm.com/api/?name=083871c6259e0a880e3015f57d8b06de

1358 © IEC:1996 -19-

5 Acceptance conditions for batches

A batch is deemed to comply with the requirements of this standard and shall be accepted
if for each inspected characteristic the proportion of defective meters does not exceed the

following specified values.

5.1 100 % inspection
The tests shall be made according to clause 8.

The number of meters failing the test shall not exceed the acceptance number given
in table 6.

5.2 Sampling inspection

In the gase of sampling inspection, the above conditions shall $ i §sfied
when fof each characteristic of the meters in the batch:

- fqr inspection by attributes, the number of defective is smaller

than pr equal to the acceptance number given in table €

esult is within the

- fgr inspection by variables, the graphicall
ed the specified limits

acceptance trapezium or the calculated test r
(see p.2.3).

NOTE( - The risk of a wrong interpretatio can\be\tead off/ from the operating chargcteristic

curves of tables 12a, 12b and 12c.

6 Plage of inspection

The inspgection shall be

- on the m@
adjustments

- Of

ich the-
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7 Conditions d’essais

7.1 Conditions de référence

1358 © CEL:1996

Les essais doivent étre effectués dans les conditions indiquées au tableau 1.

Tableau 1 - Conditions de référence

Grandeurs d'influence Valeurs de référence

Tolérances admises

Température ambiante’ Température de référence ou, +2 °C
en I'absence d'indication, 23 °C

Tlension Tension de référence Y

(O
Fréquence Fréquence de référence t&%\

N

Florme d’onde Tensions et courants sin?o%{ &e de\d'\s)grsiun inférieur

induction magnétique d’origine Induction magnéti nul
ektérieure & la fréquence de
reférence

Valeu I'inductiojp qui ne
provoque pas une Yariation de
eur relative supérieure a

N
+0,3 % mais dans tpus les cas
‘\/> inférieure 20,05 m 2)

a) pour un ¢ iner les erreurs d’abord avec

algsi @u es\et ledr moyenne est la valeur de la variation d’erreur.

-
B
o
c
-
[~
=]
c
-
@®
<
=X
(1]
=4
-
Q.
o
g
-
[
3

©
o
-
2
~
=3
(]
;{
]
®
Q.
o®
[\V]

-t
o
(¢}
[
nN
wn
[
o
3

branchié au > orsé les connexions des circuits de courant et dle tension. La
moitié de’la différente entreles\deuxerreurs est la valeur de la variation d’erreur. Cofnme la phase
amg i t passconnue, le contréle doit étre effectué & 0,1 /, avec un fagteur de puis-

3 faire trois mesures & 0,1 /, avec un facteur de puissance |égal a l'unité;
les connexions aux circuits de courant et de tension sont permytées de 120°,

ﬂis a l'intérieur
mpérature de
par le constrycteur pour le

le compteur|normalement

entre chacunp des erreurs
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7 Test conditions

7.1 Reference conditions

Tests shall be carried out under conditions given in table 1.

Table 1 - Reference conditions

Influence quantity Reference value

Permissible tolerances

Ambient temperature” Reference temperature or,
in its absence, 23 °C

+2 °C

VA

origin at the reference frequency

t{
ny
T2

Voltage Reference voltage +1,5% A
A (O
Frequengy Reference frequency -.t/O{
Waveform Sinusoidal voltages and currents< %r@an $ %
X N
Magnetic induction of external Magnetic induction equal fo zero tion value which causef a

YV For aty ambient temperature outside the r,
permi
coeffi

2) The t¢st consists of:

4

but within the range 15 °C to 30 °G, it is

a) fof with the meter normally connected to the fains
an e current circuits as well as to the voltage cirpuits.
Hallf of the ey v is the value of the variation of error. Because of
thq S i the test should be made at 0,1 /, at unity power factor
an

b) for e ing thrée measurements at 0,1 / at unity power factor, after|each
of [whi i he current circuits and to the voltage circuits are changed over| 120°
whi not altered. The greatest difference between each of the errors so
de| i d thei o’value is the value of the variation of error.
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7.2 Incertitude de mesurage

Les qualités des appareils de mesure et des autres appareillages utilisés pour effectuer
les essais doivent étre telles que lincertitude de mesurage totale ne dépasse pas les
valeurs suivantes:

Tableau 2 - Incertitude de mesurage

Classe du compteur

Facteur de puissance
1 2
0,2% 0,4 % 1
0.3% 06 % 0.5 ind(f@m

7.3 Couvercles et scellés

Le scellés (du

fou
Le

P remplacés.

o

La contrble et

d’g

"accord sur les

doivent étre alimentés pendant le temps nécéssaire pour
Rique (voir 3.6.13 de la CEl 1036).

b essais a la tension alternative doivent étre effectués conformément au tableau 3.

Latension-d’énreuve-doit 6tre pratiquement-sinusoidale —de fréquence-comprisel entre 45 Hz
et 65 Hz, et appliquée pendant 1 min. La puissance de la source ne doit pas étre inférieure
a 500 VA. Pendant cet essai, aucun contournement, amorgcage ou perforation ne doit
se produire. :

Lors des essais par rapport a la masse, les circuits auxiliaires dont la tension de référence
‘est inférieure ou égale a 40 V doivent étre reliés a la masse.
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7.2 Uncertainty of measurement

The measuring instruments and other apparatus used for the tests shall be such that the
overall uncertainty of measurement does not exceed the following values: '

Table 2 - Uncertainty of measurement

Class of meter

7.3 Cd

The me

ver and seal

unbroken.

The bas

For sampling procedure damaged mete

procedu

NOTE

8.1 Pr

Before 3
reach th

8.2

The a.c.

voltage.test

Power factor
1 2
0,2% 0,4 % 1
0.3 % 0.6-% 0 5 inductive (/\
N

turer[s seal

¢sted\theconditions should be agreed on between the parties.

s shall have been energized for a time sufficfent to

hall be carried out in accordance with table 3.

The tes

voltage shall be substantially sinusoidal, having a frequency between 45 Hz
and 65 Hz, and applied for 1 min. The power source shall be capable of supplying at least
500 VA. During this test no flashover, disruptive discharge or puncture shall occur.

During the tests relative to earth, the auxiliary circuits with reference voltage equal to or
below 40 V shall be connected to earth.
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Tableau 3 - Essais & la tension alternative

Valeur efficace de la
tension d'épreuve

Points d’application de la tension d’épreuve

2 kv

A) Essais a effectuer avec boitier fermé, couvercle et couvre-bornes en place

a) entre, d’'une part, tous les circuits de courant et de tension ainsi que les
circuits auxiliaires dont la tension de référence est supérieure a 40 V,
connectés ensemble et, d’autre part, la masse;

b) entre les circuits qui ne sont pas connectés entre eux en service

B) Essais supplémentaires dans le cas de compteurs a boitier isolant de classe de
protection I

4 RV
{pour I'essai a)}

40V
(pour I’essai ¢}))

insi que les
rieure a 40 V,

b) contréle visuel permettant de s’assurer gue {pti %classe de
protection || sont remplies;

c) entre, d'une part, l'’ensemble situées a
l'intérieur du boitier, réunies’en ' , 'epsemble des
parties conductrices extern i
d'épreuve, réunies en elIe

Y L'essai a) de B) doit étre effectué boitier fermé coyv! rcl e vre orne: n place.
2) 'essai ¢) de B) n'est pas necessalgeétl\ess !ss au dout

de

La

Essai n° 2: Essai de marché a vide

ivént étre ouverts et une tensign de 115 %
ux circuits de tension.

(min) pour compteurs de classe 1

(min) pour compteurs de classe 2

est le~hombre d’impulsions émises par le dispositif de contréle du dompteur en

Imax

fonction des Kilowattheures (iMp/KWhJ:

est le nombre d’éléments de mesure;
est la tension de référence en volts;
est le courant maximal en ampéres.

Pendant cet essai, le dispositif de contréle du compteur ne doit pas émettre plus d’'une
impulsion.
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Table 3 - AC voltage tests

Test voltage r.m.s Points of application of the test voltage

2kv A) Tests to be carried out with the case closed, the cover and terminal covers

in place
a) between, on the one hand, all the current and voltage circuits as

together, and, on the other hand, earth;

b) between circuits not intended to be connected together in service

as the auxiliary circuits whose reference voltage is over 40 V, connected

well

class Il;
40 V c) between, on the one hand, all condugtive inside eter
(for test in item c)) connected together and, on the oth 1 «[tside
the meter case that are access: r, connpcted

B) Additional tests for insulating encased meters of protective class i

FEAY] al _bo
LR 4 <7

together, and, on the other hand, earth)

b) a visual inspection for compliance with th

togetherz)

r—on-the-ons-h ali-th o : elf as
(for tegt in item a)) the auxnhary clrcuns whose reference voltage is ovg ected

) The tesJ in item a) of part B) is to be carried out with the case closed, mlnal covers in place.
2) The test in item c) of part B) is not necessapyf the ty@ b) ea es) no dowbt.

8.3 Test no. 2: Test of no-load condition

For this

reference

The min

Im ax

(min) for meters of class 1

(min) for meters of class 2

i r of pulses emitted by the output device of the meter per kilows
(Tmp7/RWh);

is the number of measuring elements;

is the reference voltage in volts;
is the maximum current in amperes.

of the

tthour

During this test the test output device of the meter shall not emit more than one pulse.
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8.4 Essain® 3: Essai de démarrage

Le compteur, branché conformément au schéma de branchement, élimenté a la tension de
référence et parcouru par un courant indiqué au tableau 4 doit démarrer et continuer a
enregistrer.

Tableau 4 - Courant de démarrage

Classe du compteur
Facteur de puissance

1 2

Courantde démarrage | 0,004 [

8.8 Essais n°® 4 4 9: Essais de précision

Les essais de précision pour compteurs monophasé tre effectués

que I'équilibre thermique soit atteint.

Tableau 5 ?Qalnt}{/e\i Il@tes ‘erreurs

N° Valeur Facteur E .Il'bre ou Limites d'erreur
déséquilibre de la en pourcentage pour
des du de phases ch l X r e
@ssais courant | puissance U compteur arge pour les compteurs de classe
“compteurs polyphasés 1 2

(différente de celle
de I'essai n® 7)

Monophasé Equilibrée *1,5 2,5
et polyphasé

\( et .
4 0,08 \ onophas Equilibrée i 2,5 +3,56
Q polyphasé
5 A Monypphasé Equilibrée +1,6 2,6
O elpolyphasé
6 k , Monophasé Equilibrée +2,0 +3,0
inductif et polyphasé
7 1 Polyphasé 1 phase chargée +2.5 +3,56
8 & Polyphasé 1 phase chargée 2,56 +3,6
N\ 1

N o . e o o
Nd . H-A—0-

8.6 Essai n° 10: Vérification de la constante du compteur

Lorsqu’une certaine quantité d'énergie est mesurée, I'augmentation de I'affichage et
I'énergie calculée a partir du nombre d'impuisions émises durant I'essai par la sortie de
contréle ne doivent pas différer 'une de I'autre de plus de +0,2 %.

L’essai doit &tre effectué sur chaque compteur & au moins un tarif.

NOTE - 1l convient que la quantité d’énergie consommée pour cet essai soit suffisamment élevée pour
qu'une différence de +£0,2 % soit possible.
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8.4 Test no. 3: Test of starting condition

With the meter energized at reference voltage and connected as shown in the diagram of

connections, the meter shall start and continue to register at a current shown in table 4.

Table 4 - Starting current

Class of meter

Power factor

Starting current

0,004 /.

0,005 /I,

85 Te¢

The tes

-
A’—>

sts nos. 4 to 9: Tests of accuracy requirements

carried qQut at the current values and power factor values ithout waiting
for the thermal equilibrium to be attained.
Table 5 - Test points im er rs
Test Current Power Le olyp hage, Percgn'tage
no. factor error limits fpr
alanced or meter of clags
1 2
4 0,05 /, 1 Balanced 2,5 3,5
5 h Balanced +1.,56 .5
6 Ibt 5 i Balanced 2,0 3,0
inductive ! -
7 IA olyphase 1 phase loaded +2,5 0,5
8 5 Polyphase 1 phase loaded +2,5 +B,5
(different phase
</\ A from test no. 7)
I N 1 Single and Balanced 1,5 10,5
polyphase
NOTE - The test SBMCE must start at test no. 4 and finish at test no. 9.

8.6 Test no. 10: Verification of meter constant

When measuring a given amount of energy, the increment of the display and the energy
calculated from the number of output pulses emitted during this test from the test output

shall not differ by more than £0,2 %.

The test shall be done for each meter on at least one tariff register.

NOTE - The amount of energy used for this test should be sufficiently high to be able to resolve a £0,2 %
difference.

et shall be
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9 Prescriptions applicables aux différents modes de contréle

Le mode de contrdle doit étre choisi par accord entre les parties et les essais doivent étre
effectués par un contréle & 100 % ou par un contréle par échantillonnage.

9.1 Contréle 4 100 %

Tous les compteurs d'un lot doivent étre soumis aux essais.

9.1.1 Critére d’acceptation ¢

Un lot de compteurs doit étre considéré comme conforme aux prescriptions correspondant
aux essais n°° 2 3 9. si pour chacun des essais. le nombre de compteurs défectueux est
infgrieur ou égal au critére d’acceptation ¢ indiqué dans tableay 6 et nombre de
compteurs défectueux accumulés durant les essais n° 2 3 9 as-plus élevé que

deux fois le critére d’acceptation ¢ du tableau 6.
Tableau 6 - Critére d’acceptation®
AN
N° de I'essai Nature de l'essai /\E@Kﬁlot\\\/ Valeur de ¢
1 Essai & la tension alternative ( Q -\/ 0
2\ A
N 50 3 149 1
2 Marche awide 150 249 2
a 349 3
350 a 449 4
3 Démarrage 450 a 549 5
> 550 a 649 6
650 a 749 7
750 a 849 8
850 a 949 9
950 a 1000 10
- 0
9.1 ant les compteurs défectueux
4 . . . . .
Si i cceptation sont remplies, les compteurs défectueux doivent étre
rép remplacés par des compteurs satisfaisant a toutes les prescriptions.
e—discutés entre

les parties et, si reqws le ou les compteurs doivent étre ouverts et examinés.

9.2 Contréle par échantillonnage

Lorsque le contréle par échantillonnage est utilisé, le risque du client qu'une qualité
mauvaise soit acceptée ou le risque du fourmsseur qu’une bonne qualité soit rejetée doit
étre considéré.

Ce risque, pour chacun des caractéristiques, est donné par les courbes d’efficacité (voir
4.11 et tableaux 12a, 12b et 12¢).
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9 Requirements corresponding to different inspection procedures

The inspection method shall be fixed by mutual agreement between the parties and all
tests shall be carried out either by 100 % inspection, or sampling inspection.

9.1 100 % inspection

All meters of a batch shall be tested.

9.1.1 Acceptance number ¢

A meter batch shall be considered as conforming to the requirements of tests nos. 2to 9
when, for each t, the number of defective meters is not more than ¢ a n in table 6
and when the accumulated number of defective meters for the tests s. 2 9. lis not

bigger than two times the acceptance number c of table 6.
Table 6 - Acceptance number c&
AN

Test|no. Kind of test \/Values of ¢
1 AC voltage test 0
1
2 Running with no loa 2
3
4
3 5
6
7
4 g 8
9
10
1( - 0

9.1.2 A
<
If the aq ed or
replaced
If the ac 2 s : oded—thenth s—shall-be—di od-between

manufacturer and purchaser and, where required, meter(s) shall be opened and examined.

9.2 Sampling inspection

When sampling inspection is used, the purchaser’s risk of accepting a poor quality or the
manufacturer’s risk of rejecting a good quality shall be taken into account.

The risk for 'every one of the characteristics can be read fr‘om'the operating charécteristics
curves (see 4.11 and tables 12a, 12b and 12c).
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9.2.1 Généralités sur le contréle par échantillonnage
9.2.1.1 Hypothéses de base et choix de I'échantillon

La décision sur la conformité d'un lot de N compteurs aux prescriptions de la présente
norme doit étre prise d’aprés les plans d’échantillonnage du tableau 8, basés sur le NQA
et le risque o du fournisseur, de la fagon suivante:

Selon I'effectif de I’échantillon:

- NQA=1%, o=5%a 10 % pour les essais n°* 223 9;
- NQA=0,2%, a=3% a8 % pour les essais n°® 1 et 10.

ble d'avo n NQA Aro _m = = no

NO erait souha Sqal 3 3 iz =
100 %. Un NQA différent de zéro est utilisé seulement pour rendre le contréle paré

b possible.
>spris entre
lots de 500

Le[contréle doit étre effectué sur un échantilion d’effe hantillon| d’effectif n,

Les plans d’échantillonnage sont valables pour des lots dog
50|et 1 000 compteurs. Les lots d’effectif supérieur & 1 000
a 1 000 compteurs.

L'é ction au hasgrd, soit en
utilisant les numéros de fabricafie ns la table de pombres au
hasard (par exemple tableau 1 it b ode qui, tout en gssurant une
sélection au hasard, serait plus favgrab i économique.

Ex

Le$ numéros cons ication des egmpteurs d’un lot vont de 100 a 300.

st établie en choisissant les chifffes situés a
I'intersection \de on mple les colonnes n°® 1, 11 et 21, et les lignes
sug¢cessive A Ji es'hombres 1, 11, 21 et 6 ayant été choisis [ibrement):

Une liste de no

emple utilisant les nombres au hasard

ng{wis\mﬂésam Numéros des compteurs dans I’échantillon
Ao
08

VAN

AT

295 Premier compteur de I'échantillon"

101 Deuxiéme compteur de 'échantillon
518
524
428
609
329
162 Troisiéme compteur de I'échantillon™

etc.

1) Les nombres au hasard se trouvent dans la plage des numéros de fabrication des
compteurs du lot.

Les nombres au hasard en double et ceux se trouvant hors de la série sont laissés de c6té.
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9.2.1  General remarks for sampling inspection
9.2.1.1 Assumptions and selection of the sample

The decision regarding conformity of a batch of N meters to the requirements of this
standard shall be taken in accordance with the sampling plans in table 8 which are based
upon the AQLs and manufacturer’s risk a as follows:

Depending upon the sample size:

- AQL=1%, a=5%to 10 % for tests nos. 210 9;
- AQL=0,2%, 00=3%to 8 % for tests nos. 1 and 10.

NOTE -
An AQ

The sampling plans are valid for batches from 50 up to and i
Quantitig¢s larger than 1 000 meters shall be subdivided according
to 1 000|meters.

The inspection shall be carried out on a sample of size #

The sample shall be chosen to ensure random selg
the meters in connection with random nu &
tion method which is more favourable

selec-

Example

The congecutive set of se

by” choosing the numbers situated fat the
0s. 1, 11 and 21 and of the successive lines

A list of three-digit
intersections of e
starting with line

<\ bleZ > ble of using random numbers
%and\oNu}*ers Numbers of sample meters
X<

X

7
2 First sample meter')

191 Second sample meter"
518
524
428
609
329
152 Third sample meter"

VA

ete.

1) The random numbers come within the range of the batch serial numbers.
Duplicated random numbers and those falling outside of the set of serial numbers
are disregarded.
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Les plans d’échantillonnage sont indiqués au tableau 8 et les explications sont données
en9.2.2et9.2.3.

Tableau 8 - Plans d’échantillonnage

N° de Nature Plans d'échantillonnage pour le contréle par attributs Plans d'échantillonnage pour
I'essai | de I'essai Effectifs du lot le contréle par mesures
Effectifs du lot
50 <N<100 101<N<500 501<N<1 000 50<N<100 | 101<N<500 [501<N<1 000
2
n? e |njte | d|neln|e |d|n, n n n
1 Essai ala
tension
alternative | 15 0 {30{0 |—i—1!—1401} 0 —
2 Marche a vide | 15 0 |30 ]0 2 |3f)1]40] 0 —_
3 Démarrage | 15 0 |30 [0 |2 (3] 1]40] O —
439 || Précision |15 ] 0 [30]o |2 |30]|1]40]0 40
10 Constante du
compteur 15 0 |30 |0 —
N = gffectif du lot
n = éffectif de I'échantillon
n ffectif du premier échantilion

-

Nb By
o u
P NP - P Y

N
Il

N Le

2) Lef
par

étre retenu.

exemple si les ¢

tontréle par mesures est recomm
échpntillons prélevés po i

ritére d’acceptation pour le premier éghantillon

remier des deux

ment déterminée,
réle & 100 % doit

9.2.1.

Les

da

co

Da

Ns leeas d

choisis au hasard, ce qui est nécessaire pour la
résultats des essais doivent étre enregistrés et calc

n contréle par attributs, et pour un plan d’'échantillonnage

réjultats d’essais sur 15, 30 ou 40 compteurs pour chacun des essais n°° 1 2

étre— i

de contréle
méthode de
1lés sur des

simple, les
10 doivent

Dans le cas de plans d'échantillonnage double, deux feuilles sont nécessaires.

9.2.1.4 Procédure concernant les compteurs défectueux

Si les conditions d’acceptation sont remplies, les compteurs défectueux doivent étre
réparés ou remplacés par des compteurs satisfaisant a toutes les prescriptions.

Si les critéres d’acceptation sont dépassés, les résultats doivent alors étre discutés entre
les parties et, si requis, le ou les compteurs doivent étre ouverts et examinés. Si un ou
plusieurs compteurs n'ont pas satisfait & I'essai n° 1 ou 10, tous les compteurs du lot
doivent étre soumis a I'essai approprié.
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9.2.1.2 Sampling plans

The sampling plans are given in table 8 and explanations are given in 9.2.2 and 9.2.3.

Table 8 - Sampling plans

Test Kind Sampling plans for inspection by attributes Sampling plans for inspection
no. of test Batch sizes by variables
Batch sizes
50 <N<100 101<N<500 501<A<1 000 50<N<100 | 101<N<500 [501<N<1 000
n? ¢ |nile | dipn|eln e jdi|n,]c, n n n
1 AC|[voltage
ests i§] 0 |30]0 |— ] —|— 140} O |—{—]|— — — —
2 Runhing with
np load 15| 0 |30 |0 |2 3] 1(40] 0 ]2 |40] 2 — — —
3 Starting 15| 0 |30 |0 |2 |30 1 |40}] 0 ]2 |40} 2 —
4109 | Acturacy” |15 | 0 |30 {0 [2 |30] 1[40 0|2 ]40]2 30 40
10 Meter
cqnstant 15 0 |30 {0 |— />
N = batch dize
n = samplg size
n, = first sample size
¢, = acceptgance number for the first sample
d, = rejectign number for the first sample (only
n, = second sample size
¢, = total agceptance number when both first and s

1) Inspection
chosen fo

2)

The samp
meters in

The mef d in the order of random choice, which is negessary
for insp . Sample test results shall be recorded and evaluated on
inspection s

For insgectio sutes and single sampling plan, the results of tests on 15[ 30 or
40 met e of the tests nos. 1 to 10 shall be recorded on the inspection sheet
columng 1to' 10.

For double sampling plans, two sheets are necessary.

9.2.1.4 Procedure to be applied with regard to defective meters

If the acceptance conditions are satisfied, the defective meters shall be repaired or
replaced by meters fulfilling all the conditions required.

If the acceptance numbers are exceeded, then the results shall be discussed between
manufacturer and purchaser and, where required, meter(s) shall be opened and examined.
If meter(s) have failed test no. 1 or 10, all the meters in the batch shall be subjected to the
appropriate test.
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Pour le contréle par attributs, les plans d’échantillonnage simple et double sont donnés au
tableau 8.

9.2.21

Plan d’échantillonnage simple

Ce plan est & appliquer pour les lots d’effectif N et les essais suivants (voir figure 1):

- 50 < N<100 et pour les essais n°° 1 3 10;

Si

con

Si
pre

e nombr

Lot ~

Echantillon
Co;t io

Eci§)

iscriptions pour le caractére considéré.

101 < N < 1000 et seulement pour les essais n°° 1 et 10.

/\ AN
N NN
. 50a 100 p a0
101a 500 i pOS
seulement pour les ess 1et10
50141000 A}(\ pZ\ ©
AN
S
nx< 15
n 30
= 40
c1=0 ch>cy1 =0
c1=0 Ch>cy =0
c1=0 Ch>C; =0
V Lelot Y
satisfait ne satisfait pas

aux conditions d’acceptation

o0, le lot est

@orme aux

33175

Figure 1 - Diagramme du plan d’échantillonnage simple
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9.2.2 Inspection by attributes

For inspection by attributes, single and double sampling plans are given in table 8.

9.2.2.1 Single sampling plan

This plan is applicable for the following batch sizes N and tests (see figure 1):

- 50 <N<100 and for tests nos. 1 to 10;
- 101 < N< 1000 and for tests nos. 1 and 10 only.

If the number ¢ of defective meters in the sample is zero, the batch is—eonsidered as

conforming to the requirements for the relevant characteristic.

If the number C, exceeds zero, the batch is considered as not coffo
ments for the relevant characteristic.
N
50to 100
Batch 101t0 500
501to 1 000
Sample
Q cn c _
Result n=%1 =0 Ch>cy=0
/&—c1=0 ch>cy=0
N Y The batch Y
4 Decision satisfies does not satisfy
the acceptance conditions
331475

>uire-

Figure 1 - Diagram of the single sampling plan
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9.2.2.2 Plan d’échantillonnage double

Ce plan est a appliquer pour les lots d’effectif 101 < N< 1 000 (voir figure 2).

Ce plan opére en deux stades, avec deux échantillons d’effectif n; = n,. A l'issue du
premier stade (échantillon d'effectif n,), il y a une grande probabilité qu'une trés bonne

qualité soit acceptée et qu'une trés mauvaise qualité soit refusée.

En général, ce n'est que dans le cas d’une qualité intermédiaire que le second stade est
nécessaire.

Pour le premier stade: S~

- si le nombre de compteurs défectueux c.,, est égal a \ét\est considéré
comme conforme aux prescriptions, pour la caractéristique consid S

si ¢, est egal ou supérieur au critére de rejet a }omme non

conforme aux prescriptions, pour la caractéristique ca

si ¢, dépasse zéro, mais est plus petit qug
(échantillon d’effectif n, = n,).

econd stade

bnforme aux

de rejet.

ealn9 ~ Plan d’échantillonnage double

W Premier et
. . Deuxiéme deuxiéme
Pyemier échantillon échantillon Echantillon
Effec (ny + ny).
du lot
4 Q Crite
. Critére Critére . ) riere.
Q fectif d'acceptation de rejet Effectif d ac;ligt:ltlon

ny 2 d, n, €

101a 500 30 0 2 30 1
50141000 40 0 2 40 2
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9.2.2.2 Double sampling plan

This plan is applicable for batch sizes 101 < N< 1 000 (see figure 2).

The plan operates in two stages with the sample sizes n, = n,. At the first stage (sample
size n,), a very good quality will be accepted and a very poor quality will be rejected with

a high probability.

In general, it is for medium quality only that a second stage is necessary.

For the first stage:

~ if the number ¢ ,, of defective meters is zero, the batch is co
ing to|the requirements for the relevant characteristic;

- if g, reaches or exceeds the rejection number d,, the batch i
conforming to the requirements for the relevant characteristic;

- if g4 exceeds zero but is less than d,, the second g
be applied.

For tT
sample:

- if{c,q + ¢,,) is equal to or le
considered as conforming to the requiremen

- if {¢,q + ¢,,5) exceeds the total a
not canforming to the requirements {for

Table (9 shows the sa

9. Daouble sampling plan

v First apd
irst sample Second seconfd
sample samplp
. (n, + ).
Acceptance Rejection Sample si T°tta|
number number ample size acceptance
numbgr
% g, n, c,
10110 500 30 ” 1
. 501 to 1000 40 40 2
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N
Lot 101a 500
50141000
. . ny, =30
Premier échantition ny = 40
Premier résultat - Cai=¢1=0 Cny =1 md1 =2 |~
1

Dguxiéme échantillon

(Cn1 + Cn2) ¥ C2 Cni F Cp2)>Ca =1
Dguxieme résultat
(Cn ;@)\\C = / (Cnt + Cr2)>c2 =2
| >
|

v Le lot
Ddcision %ﬁsfait ne satisfait pas

apx conditions d'acceptation

332{75

ramme du plan d’échantillonnage double

est applicable aux essais n°° 4 & 9 si les valeurs des|erreurs sont
ivant\la loi normale (Laplace-Gauss) et peut utiliser la méthoge de I'écart

L’effectif de I'échantillon n dépend de I'effectif N du lot, comme indiqué au tabjeau 8.

9.2.3.1 Méthode de I'écart type

Cette méthode est basée sur I'utilisation des grandeurs X (moyenne de I'échantillon) et s
(écart type de I'échantillon). Ces grandeurs sont calculées a partir des valeurs x; des
erreurs de tous les compteurs de I’échantillon pour le caractére considéré, au moyen des
formules données en 4.15 et 4.18.
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N
Batch - 101te 500
501to1 000
ny = 30
First sample 1
I P ny =40
First result ~ Cm=C1 =0 Cpr =1 /c—,,w,\><d1 =2 I~
[

na =
Se¢ond sample M{j&x

; (Cn1 + Cna) F 2 \Q} Cn2)>cCa =1
Segond resuit

€m *'/(2)% < 3 >(‘7n1 +Cpg)>Cp =2

N

% The batch |
does not satisfy

\
Degision igfies ™\
~the acceptance conditions
| N
: Fig jagram>of the double sampling plan

9.23 |nsp

Inspecti
follow
method

The sample’size n depends on the batch size N, as shown in table 8.

332/75

s\is applicable to tests nos. 4 to 9 when the values of the| errors
ion (Gauss-Laplace), and may employ the standard dgviation

9.2.3.1 Standard deviation method

This method is based on the use of the quantities X (sample mean) and s (standard
deviation of the sample). These values are calculated from the values x; of the errors of all
the meters in the sample for the relevant characteristic, by means of the formulae given in

4.15 and 4.18.
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‘Le résultat de I'essai est considéré comme satisfaisant si le couple de grandeurs (X, s)
satisfait simultanément aux trois relations suivantes:

X+kes<+T
X—Koe s>-T
SSSadm

L.es valeurs de ket s sont données au tableau 10. T est la valeur absolue de la limite
d’erreur pour I'essai considéré (voir tableau 5).

Ou bien, ce qui est équivalent, lorsque le point P de coordonnées x, s dans un systéme
d’axes rectangulaires ox, os est situé a I'intérieur du trapéze représenté 2 la figure 3, et
dont les dimensions sont données au tableau 10 (voir aussi tableaux 13a, 13b, 13c¢).

Tableau 10 - Valeurs spécifiées pour la méthode@ éfa\\\g

Effectif de I'échantillon s.

n k 2 \ 2
15 1,75 \@Q\ \),29
30 1,86 o\,ze\\ ) 0,27

R N [ B

a0

S max

333(75

Figure 3 - Trapéze d’acceptation (méthode de I’écart type)

9.2.3.2 Méthode de I'étendue moyenne

Cette méthode est basée sur l'utilisation des grandeurs X (moyenne de I'échantillon) et w
étendue moyenne). Ces grandeurs sont calculées & partir des valeurs x. des erreurs de
tous les compteurs de I'échantillon pour le caractére considéré et des valeurs w; au moyen
des formules données en 4.15, 4.16 et 4.17.
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The test result is considered satisfactory when the pair of quantities X and s simul-
taneously satisfy the following three relationships:

X+kes<+T
X—kKe s=>2-T
sssadm

The values of kand s, are given in table 10. T is the absolute value of the limit of error
for the relevant test (see table 5).

Alternatively, the equivalent condition is that point P of the coordinates x and s in a
system of rectangular axes ox and os is situated inside the trapezium shown in figure 3,

the dimensions of which are given in table 10 (see also tables 13a, 13b a;g{ic).

Table 10 ~ Specified values for the standard deviatior@‘etl@d\
N\

Sample size

s

n k 2T

15 1,75 /o.%\ w
30 1,86 ( {f’z/e \9}7

333175

Figure 3 - Acceptance trapezium (standard deviation method)

9.2.3.2 Average range method

This method is based on the use of the quantities X (sample mean) and et w (average
range). These values are calculated from the values x; of the errors of all the meters in the
sample for the relevant characteristic and from the values W, by means of the formulae
given in 4.15, 4.16 and 4.17.
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Le calcul de la valeur de I’étendue moyenne nécessite que I'échantillon ait été préala-
blement subdivisé en r sous-groupes d’effectif m = 5. A cette fin, les compteurs prélevés
doivent étre enregistrés sur les feuilles de colonne sans tenir compte de leur ordre.

Le résultat de I'essai est considéré comme satisfaisant lorsque le couple de grandeurs X,
wsatisfait simultanément aux trois relations suivantes:

+

x| X1
I+
X X

SIS s

A IV IA

asln

e

Les valeurs de K et v’vadm sont données au tableau 11. T est la valeur absolue de la limite

d’erreur pour le point de charge considéré (voir tableau 5).

Oy bien, ce qui est équivalent, lorsque le point P de coordonnées' x un systéme
d'axes rectangulaires ox, ow est situé 3 l'intérieur du trapé figure 4, et
dant les dimensions sont données au tableau 11 (voir aussi tabl 13¢).

Effectif de I’échantillon

5

" a
R NS
30 ( }9\ 0,54 0,63

£,
¥

x|

B3

AN
u

[
\4
i
=
£l
.
|

S
3
19
X

334175

Figure 4 - Trapéze d’acceptation (méthode de I’étendue moyenne)
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Calculation of the value of the average range requires the sample to be subdivided into r
subgroups of size m = 5. For this purpose, the sample meters shall be listed on the
inspection sheets in the order in which they were chosen. lrrespective of their sequence,
the manufacturer’s serial numbers are entered in the third column.

The test result is considered satisfactory when the pair of quantities x, and w simul-
taneously satisfy the following three relationships:

X+Kews+T
X-Kew>2-T
Wswadm

/4 @re given in table 11. T is the absolute value of the limit of error
for the Idad point under consideration (see table 5).

The values of K and w,

Alternatiyely, the equivalent condition is that the point P of the co
system df rectangular axes ox, and ow is situated inside the tr.
the dimepsions of which are given in table 11 (see also tables {3a,

Sample size ‘ \;2“
: e AR
15 &5 \o&;\/ 0,67
30 < 079~ @ 0,63

4 < ( XQQ ‘\> 054 0,62

N

\
\

334175

Figure 4 - Acceptance trapezium (average range method)
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9.2.3.3 Procédure a appliquer lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants
Si, par suite de résultats non satisfaisants, on peut soupgonner que la distribution des

erreurs des compteurs n’est pas normale, un contréle par attributs ou un contrdle 3 100 %
peut étre effectué aprés accord entre les parties.

L’adoption du contréle par attributs peut rendre nécessaire le prélévement d'un second

échantilion. Le lot est alors jugé seulement sur la base des résultats obtenus en
appliquant le contréle par attributs.

9.2.3.4 Courbes d’efficacité

Les courbes d’efficacité montrent la probabilité P, d'un lot appreuvé lorsqu’un certain
vglume d'echantilion est ufilisé en fonction du pourcentage de défduts da$3\Pe lot adéquat.

@%

£
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9.2.3.3 Procedure to be adopted when test results are unsatisfactory

If due to unsatisfactory results it is suspected that the meter errors are not of normal distri-
bution, inspection by attributes or 100 % inspection may be applied subject to agreement
between the parties involved.

The application of inspection by attributes may necessitate the selection of a second
sample. The batch is then judged solely on the basis of the results obtained by applying

the inspection by attributes.

9.2.3.4 Operating characteristic curves

The operation characteristic curve shows the probability P, of batch approval, when using
a certain sample size as a function of the percentage of defects in the evantbat\ch.

@%

£
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Tableau 12a - Courbes d’efficacité N < 100
Table 12a - Operating characteristic curves N < 100

P.% |
99,95
99,9

-

1T

99,5

29

- 1\2\\\3k i &\

)

80

/
7
~ )
/S
7
///
&

OIS

o NESA\ N2

of O~ >

30 ANTEANERAN NN

20? N &\( \))\/ ‘\\ N

IZSSINNSEETHIN

5% A\ , \\/>\> | \\<2

AW N\
IR
\X.\l..\).: AT ISR I TTIT N PP AR R L 0 9 P R —

o,oe\m\>o,2 05 1 2 3 4 5 6.78910 20 p%

335175
1 n=15¢,=0; 1 n=15,¢,=0;
Contrble par attributs plan d'échantillonnage simple Inspection by attributes single sampling plan
(essais n°® 1 & 10) (tests nos. 110 10)
2 n=15, méthode X, W . 2 n="15, method X, w
: . (essaisn® 4 2 9) ) . (tests nos. 4 to 9)
Contrdle par mesures 3 n=15, méthode %, s Inspection by variables 3 n=15,method X, s
{essais n®® 4 2 9) (tests nos. 4 to 9)
N = effectif du lot N = batch size
n = effectif de I'échantilion n =sample size
P, =probabilité d'acceptation du lot P, = probability of acceptance of the batch
p = pourcentage de compteurs défectueux dans le lot p = percentage of defective meters in the batch
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Tableau 12b — Courbes d’efficacité 101 < N <500
Table 12b - Operating characteristic curves 101 < N< 500

P, %
99,5

-

8
I!I{1 ‘HII TTTT
N
w
2
H

N\

MEAN

10

- \\ \Q\ RN
90;’ \\ NN \(‘ i
N RO\,
705- \\ \ ™ ¥\ >
60? \\ \ < S \

3 \\ w\ N
o NN
N A1 2 TN

\ WA
(N
N

\<
AZ'
Zs

(5]
T IHII [III] Irrrl'llll IIHITI'II IIIII lllll llll
7

m k\ b belly

vonlidund purbrotldnd o Ly Ly Ealy

[ 1 »n =30, c;=/0; plan d'échantillonnage simple

2 3

4 5678910 20( p%

336/75

|'1 n =30, ¢, = 0; single sampling plgn
(tests nos 1 and_m)d

{essais n*® 1 et 10)

(cette courbe représente également la proba-
bilité d’acceptation d&s le premier stade du
plan d'échantilionnage double)

} plan d'échantilion-

Contréle
par attributs

nage double

2{/1‘ =30,¢'}.l =°'dl =2
(essais n* 22 9)

n,=30,¢,=1

Controle 3 n=30, méthode X, w . os
' ' 429
par mesures ‘ 4 n=30,méthode X, s } (essais n )

N = effectif du lot

n = effectif de I'échantillon

P, = probabilité d’acceptation du lot

p = pourcentage de compteurs défectueux dans le lot

(this curve represents equally the probability
of acceptance for the first stage of the
double sampling plan)

2{n‘=30,c‘:0,d1=2

Inspection by
attributes

plan

(tests nos. 210 9)

double sampling
Ny = 30, Cy= 1 }

inspection by | 3 n =30, method X, W 4109
variables { 4 n=30, method X, s } (tests nos. 4 to 9)

N = batch size
n = sample size
P_ = probability of acceptance of the batch
= percentage of defective meters in the batch
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